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Domysliny typ protokotu dla przedmiotu:

Zaliczenie na ocene

Jezyk wykiadowy:

polski

Skrécony opis:

Podziat metod eksperymentalnych stuzgcych badaniu materiatéw i struktur potprzewodnikowych oraz ich ogélna charakterystyka.
Mikroskopia optyczna, optyczna profilometria, Mikroskopia elektronowa, mikroskopia sit atomowych. Spektrofotometria, spektroskopia
Ramana. Fotoluminescencja (PL). Efekt Halla. Dyfrakcja rentgenowska (XRD). Spektroskopia mas jondéw wtornych (SIMS). Spektroskopia
DLTS. Charakteryzacja materiatéw pétprzewodnikowych metodami mikroskopii i profilometrii. Metody optyczne charakteryzacji materiatéw
potprzewodnikowych (spektrofotometria i fotoluminescencja). Metody elektryczne charakteryzacji materiatow potprzewodnikowych (pomiar
efektu Halla).

Opis:

Wyktad /metoda stowna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

1. Podziat metod eksperymentalnych stuzgcych badaniu materiatéw i struktur potprzewodnikowych oraz ich ogélna charakterystyka / 2
godz.

. Mikroskopia i profilometria optyczna / 2 godz.

. Mikroskopia elektronowa, mikroskopia sit atomowych / 2 godz.

. Spektrofotometria, spektroskopia Ramana / 2 godz.

. Fotoluminescencja / 2 godz.

. Efekt Halla / 2 godz.

. Dyfrakcja rentgenowska (XRD) / 1 godz.

. Spektroskopia mas jonéw wtornych (SIMS) / 1 godz.

. Spektroskopia DLTS / 2 godz.

Laboratoria /pomiar wybranych wiasciwosci ciat statych i detektoréw promieniowania. Obejmujg budowe stanowiska pomiarowego,
wykonanie pomiaréw oraz opracowanie wynikow i wyciaggniecie wnioskéw. Tematy cwiczen:

1. Charakteryzacja materiatéw potprzewodnikowych metodami mikroskopii i profilometrii.

2. Metody optyczne charakteryzacji materiatow potprzewodnikowych (spektrofotometria i fotoluminescencja).

3. Metody elektryczne charakteryzacji materiatow potprzewodnikowych (pomiar efektu Halla).

Literatura:

podstawowa:

1. D. Schroder: Semiconductor material and device characterization, J. Wiley & Sons 1990

2. Springer Handbook of Electronic and Photonic Materials, pod redakcjg S. Kasap i P. Capper, Springer, Heidelberg, 2006.

3. B. Zietek, Optoelektronika, UMK, Torun, 2004

4. K. Booth, S. Hill, Optoelektronika, Wydawnictwo Komunikaciji i £gcznosci, Warszawa, 2004
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uzupetniajgca:
1. H. Ibach, H. Luth: Fizyka ciata statego, Warszawa, 1996
2. Reprinty dostarczone przez wyktadowce.

Forma studiow
stacjonarne

Rodzaj studiow

Il stopnia

Rodzaj przedmiotu
wybieralny

Przedmioty wprowadzajace

1. Fizyka - wymagania wstepne: znajomosc¢ podstawowych pojec i praw fizycznych zwigzanych z budowa materii.

2. Podstawy fizyki ciata statego - wymagania wstepne: znajomos¢ podstawowych pojec i praw fizyki ciata statego.

3. Technologia elementow pétprzewodnikowych: znajomos¢ podstawowych pojeé z technologig wytwarzania materiatdw oraz przyrzadéw
potprzewodnikowych.

Programy

kierunek: inzynieria materiatowa, specjalnosc: wszystkie
Forma zaje¢ liczba godzin/rygor

W 18/+ ; L 12/+ ; Razem: 30 godz., 2 punkty ECTS

Autor
pptk dr hab. inz. Matgorzata Kopytko
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Bilans ECTS

. Udziat w wyktadach / 18

. Udziat w laboratoriach / 12

. Udziat w ¢éwiczeniach / -

. Udziat w seminariach / -

. Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow /6
. Samodzielne przygotowanie do laboratoriéw / 10
. Samodzielne przygotowanie do ¢wiczen / -

. Samodzielne przygotowanie do seminarium / -

. Realizacja projektu / -

10. Udziat w konsultacjach / 10

11. Przygotowanie do egzaminu / -

12. Przygotowanie do zaliczenia / 8

13. Udziat w egzaminie / -
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Sumaryczne obcigzenie pracg studenta: 60 godz. / 2 ECTS
Zajecia z udziatem nauczycieli (1+2+3+4+9+10+13): 38 godz. / 1,5 ECTS
Zajecia powigzane z dziatalnoscig naukowg: 22 godz. / 0,5 ECTS
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